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FISA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Institutia de Invatamant Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica
superior Bucuresti
1.2 Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
1.3 Departamentul Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice
1.4 Domeniul de studii Inginerie Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale
1.5 Ciclul de studii Masterat
1.6 Specializarea Microsisteme
2. Date despre disciplina
2.1 Denumirea disciplinei (ro) Testare si testabilitate
(en) Testing and testability
2.2 Titularul activitatilor de curs Conf. Dr. Alexandru Antonescu
2.3 Titularul activitdtilor de seminar / laborator Conf. Dr. Alexandru Antonescu
2.4 Anul de 2.5 2.6. Tipul de 2.7 Regimul
studiu 1 Semestrul 2 evaluare E disciplinei Ob
iﬁ;;ﬁ‘ii S iigc?p‘ifﬁeli 2 2.10 Tipul de notare | Nota
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitatilor didactice)
3.1 Numar de ore pe saptamana 3 Din care: 3.2 curs |2 |3.3 seminar/laborator |1
3.4 Total ore din planul de invatamant 42 Din care: 3.5 curs | 28 | 3.6 seminar/laborator | 14
Distributia fondului de timp: ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite
Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate 58
Pregdtire seminarii/ laboratoare/proiecte, teme, referate, portofolii si eseuri
Tutorat 10
Examindri 3
Alte activitati (daca exista): 0
3.7 Total ore studiu individual 58.00
3.8 Total ore pe semestru 100
3.9 Numarul de credite 4
4. Preconditii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum | Design de circuite integrate digitale, Dispozitive Electronice
4.2 de rezultate ale | Descriere de circuite si implementare de programe de test folosind un limbaj HDL,
Tnvatarii utilizare suita de tool-uri design circuite (Simulator si Tool sinteza/P&R)

5. Conditii necesare pentru desfasurarea optima a activitatilor didactice (acolo unde este cazul)
5.1 Curs Sala cu cca. 25 locuri cu monitor pentru prezentare slide-uri si tabla |
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5.2 Seminar/
Laborator/Proiect

Laborator cu calculatoare cu tool-ul Xilinx ISE/Xilinx Vivado instalat si placute de test
cu FPGA si display digital cu 4 digiti

6. Obiectiv general

Cunoasterea principiilor de baza si a unor metode de proiectare si testare a circuitelor integrate digitale,
pentru a identifica defectele de fabricatie prezente intr-un circuit electronic

7. Competente

Studentii vor Invata sa implementeze diferite arhitecturi de tip DFT si diferiti algoritmi
Specifice de gennerare automata a vectorilor de test pentru identificarea defectelor prezente intr-
un circuit digital
Transversale Insusirea principiilor de baza si a unor tehnici concrete de Design pentru Testare si
(generale) Testabilitate.

8. Rezultatele invatarii

*"“Enumera cele mai importante etape ale procesului de testare si testabilitate, limitarile acestora si
compara diferite tipuri de procese similare, evidentiind principalele asemanari, deosebiri, cat si
zona de aplicare a acestora.

Defineste notiuni specifice domeniului, In stransa relatie cu circuitul sau dispozitivul analizat sau
layout proiectat

Descrie/clasifica notiuni/procese/fenomene.

Evidentiaza consecinte si relatii.

>

Cunostin
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Selecteaza si grupeaza informatii relevante intr-un context dat.

Utilizeaza argumentat principii specifice in vederea abc.

Lucreaza productiv in echipa.

Verifica experimental solutii identificate.

Rezolva aplicatii practice.

Interpreteaza adecvat relatii de cauzalitate.

Analizeaza si compara performantele circuitelor similare, in urma procesului de testare.
Identifica solutii si elaboreaza planuri de rezolvare/proiecte.

Formuleaza concluzii la experimentele realizate.

Argumenteaza solutiile identificate/modurile de rezolvare.

. Aptitudini

Selecteaza surse bibliografice potrivite si analizeaza veridicitatea acestora.

Respecta principiile de etica academica, citand corect sursele bibliografice utilizate.
Demonstreaza receptivitate pentru contexte noi de invatare.

Manifesta colaborare cu ceilalti colegi si cadre didactice in desfasurarea activitdtilor didactice
Demonstreaza autonomie in organizarea situatiei/contextului de Tnvatare sau a situatiei problema
de rezolvat

Manifesta responsabilitate sociala prin implicarea activa Tn viata sociala studenteasca/implicare in
evenimentele din comunitatea academica

Promoveaza/contribuie prin solutii noi, aferente domeniului de specialitate pentru a imbunatati
calitatea vietii sociale.

Constientizeaza valoarea contributiei sale in domeniul ingineriei la identificarea de solutii
viabile/sustenabile care sa rezolve probleme din viata sociald si economica (responsabilitate
sociala).

Aplica principii de etica/deontologie profesionala in analiza impactului tehnologic al solutiilor
propuse 1n domeniul de specialitate asupra mediului Inconjurator.

Analizeaza si valorifica oportunitati de afaceri/de dezvoltare antreprenoriala in domeniul de
specialitate.

Demonstreaza abilitati de management al situatiilor din viata reala (gestionarea timpului
colaborare vs. conflict).

si‘autonomie

H

Responsabilitate

9. Metode de predare

Predarea se bazeaza pe comunicarea orala (metodele folosite sunt metoda expozitiva si metoda
problematizarii, utilizate frontal). Acolo unde este necesar se foloseste videoproiectorul (acoperind functia
de comunicare si demonstrativa).

10. Continuturi
CURS

Capitolul Continutul Nr. ore

1 Importanta testarii
2 Modele de defecte 2
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Nivele de abstractie in testare - RTL

Overview al tehnicilor DFT

Tehnici ad-hoc de DFT

Arhitecturi de scan

Generatea automata de vectori de test (ATPG)

2
3
2
Controlabilitate si observabilitate 3
4
6
4
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Boundary-scan

Total: 28

Bibliografie:

VLSI Test Principles and Architectures: Design for Testability, editata de Laung-Terng Wang, Cheng-Wen
Wu, and Xiaoging Wen, Elsevier Inc. 2006

Proiectarea Circuitelor Integrate Digitale Folosind Limbajul Verilog, de Mariana Ilas, Ed. MatrixRom,
2011

Digital System Test and Testable Design: Using HDL models and architectures, de Zainalabedin Navabi,
Springer 2011

Boundary Scan Tutorial - de Dr. R. G. “Ben” Bennetts, DFT Consultant si Director, ASSET InterTech Inc,
2009

LABORATOR
Nr. crt. Continutul Nr. ore
1 Implementarea principiilor de testare pe o serie de dispozitive si circuite electronice 14
Total:
Bibliografie:

VLSI Test Principles and Architectures: Design for Testability, editata de Laung-Terng Wang, Cheng-Wen
Wu, and Xiaoging Wen, Elsevier Inc. 2006

Proiectarea Circuitelor Integrate Digitale Folosind Limbajul Verilog, de Mariana Ilas, Ed. MatrixRom,
2011

Digital System Test and Testable Design: Using HDL models and architectures, de Zainalabedin Navabi,
Springer 2011

Boundary Scan Tutorial - de Dr. R. G. “Ben” Bennetts, DFT Consultant si Director, ASSET InterTech Inc,
2009

11. Evaluare

11.2 Metode |11.3 Pondere

Tip activitate 11.1 Criterii de evaluare . .
p de evaluare |din nota finala
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11.4 Curs

* Cunoasterea notiunilor teoretice
fundamentale de DFT

* Cunoasterea tehnicilor de implementarea
circuitelor pentru a fi testabile (tehnici DFT
ad-hoc si structurate)

+ Cunoasterea diverselor arhitecturi de scan
(e.g. full-scan, boundary-scan, partial-scan, cu
diverse tipuri de celule)

* Cunoasterea diverselor tehnici si algoritmi
de generare automata de vectori de test
(ATPG)

Examen scris

50%

11.5
Seminar/laborator/proiect

Implementarea principiilor de testare pe o
platforma dedicata cu specific analogic si de
semnal mixt.

Examen
practic

50%

11.6 Conditii de promovare

o

btinerea a 50% din punctajul total.
Obtinerea a 50% din punctajul aferent activitatii pe parcursul semestrului.

12. Coroborarea continutului disciplinei cu asteptarile reprezentantilor angajatorilor si asociatiilor
profesionale reprezentative din domeniul aferent programului, precum si cu stadiul actual al
cunoasterii in domeniul stiintific abordat i practicile in institutii de invatamant superior din Spatiul

European al Invatamantulm Superlor (SEIS)

Disciplina preda principiile de baza privind testabilitatea si testarea sistemelor digitale, precum si tehnici
folosite in industrie pentru proiectarea structurilor de tip Design for Test (DFT), oferind abilitati care pot fi

considerate atuuri pentru angajarea absolventilor in firme specializate in proiectare digitala

Data completadrii

Titular de curs Titular(i) de aplicatii

Conf. Dr. Alexandru Antonescu  Conf. Dr. Alexandru Antonescu

23.09.2025
Data avizdrii in departament Director de departament
22.10.2025 Prof. Dr. Claudius Dan

Cr
-

Data aprobarii in Consiliul Facultatii  Decan

Prof. Dr. Mihnea Udrea
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